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Kupni smlouva - Mikroskop AFM pro integraci se SEM
Cislo smlouvy Kupujiciho: 010265/2023/00

1. PREDMET KOUPE

Pfedmétem koupé podle této Smlouvy je dodavka mikroskopu atomdrnich sil LiteScope 2.5
véetné nezbytného pfislusenstvi pro jeho provoz a integraci se skenovacimi elektronovymi
mikroskopy.

Pfedmét koupé je blize specifikovan v technickém popisu, ktery je nedilnou soucasti této
Smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Uc¢elem této smlouvy je garance Prodavajiciho spinéni zadani verejné zakazky ,Mikroskop AFM
pro integraci se SEM“ avSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti prevzatych
Prodavajicim v ramci zadavaciho fizeni podle zadavaci dokumentace verejné zakazky a nabidky
Prodavajiciho. Tato garance je nadfazenda ostatnim podminkam a garancim uvedenym v této
smlouvé.

Prodavajici se touto Smlouvou zavazuje:

a) odevzdat Kupujicimu Pfedmét koupé a umozZnit mu nabyt vlastnické pravo k takovému
Predmétu koupé,

b) splnit dalSi povinnosti uvedené v této Smlouve,
a Kupuijici se zavazuje Predmét koupé prevzit a zaplatit kupni cenu.

Prodavajici a Kupujici dale ujednavaji, Zze dale je Prodavajici krom shora uvedeného rovnéz

povinen a zavazuje se:

a) Predmét koupé dopravit na Kupujicim za tim uéelem urcené misto, véetné zajisténi
vykladky a umisténi Pfedmétu koupé na urcené misto,

b) provést montaz a instalaci Predmétu koupé v misté plnéni, material nutny pro montaz a
instalaci je soucasti Predmétu koupé,

c) Predmét koupé uvést do plné funkéniho a provozuschopného stavu v misté plnéni,

d) nalezZité seznamit a zaskolit obsluhu zatizeni tvoficiho Predmét koupé tak, aby byla
schopna s Pfedmétem koupé bez jakychkoliv komplikaci zachazet a fadné ho uZivat,

e) poskytnout Kupujicimu uZivaci prava (potfebné licence, jsou-li licence tfeba) k nezbytnému
softwaru, ktery je soucasti, a to na ¢asové neomezenou dobu,

f) predat soupisy jednotlivych polozek Pfedmétu koupé,

g) predat Kupujicimu navody k pouziti Predmétu koupé v ¢eském a/nebo anglickém jazyce,

h) poskytovat bezplatny zarucni servis v misté instalace Predmétu koupé.

. KUPNi CENA

Kupuijici se zavazuje Proddvajicimu zaplatit kupni cenu ve vysi:

Kupni cena bez DPH 3 687 400,00 K¢
21% DPH 774 354,00 K¢
Kupni cena véetné DPH 4 461 754,00 K¢

Prodavajici je opravnén vystavit zalohovou fakturu na ¢astku ve vysi 50 % z celkové Kupni ceny,
tj. 2 230 877,00 K¢, kterou je Kupujici povinen uhradit. Zalohovou fakturu lze vystavit nejdrive
po nabyti tcinnosti Smlouvy.

Na zbyvajici ¢ast Kupni ceny vystavi Prodavajici danovy doklad (fakturu) na zakladé odevzdani
Pfedmétu koupé Kupujicimu jako bezvadného. Bezvadné prevzeti Predmétu koupé bude
stvrzeno oboustranné podepsanym protokolem o predani Pfredmétu koupé.

Splatnost danovych doklad(l je 30 dn(i ode dne jejich doruceni Kupujicimu.
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Kupni smlouva - Mikroskop AFM pro integraci se SEM
Cislo smlouvy Kupujiciho: 010265/2023/00

1. MiSTO A CAS PLNENi

1) Prodavajici se zavazuje odevzdat Kupujicimu shora uvedeny Pfedmét koupé nejpozdéji do 5
mésicli ode dne ucinnosti smlouvy.

2) V pfipadé prodleni Prodavajiciho s dodanim Predmétu smlouvy Kupujicimu delSim nez 2
meésice, je Prodavajici bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 10 dn(, povinen vratit
Kupujicimu financni prostfedky ziskané formou zalohy na plnéni zavazk( z této smlouvy.
Financni prostredky je Prodavajici povinen vratit Kupujicimu v plné vysi na Ucet uvedeny v
zahlavi této smlouvy.

3) Prodavajici splni svou povinnost odevzdat shora uvedeny Pfedmét koupé tim, Ze tento bude
prevzat jako bezvadny Kupujicim a soucasné bude Kupujici zaskolen v souladu se smlouvou.

4) Prodavajici se soucasné zavazuje, Ze s ohledem na povahu Pfredmétu koupé Kupujiciho s
dostatecnym casovym predstihem (minimalné 5 pracovnich dn(l) prokazatelné uvédomi o
tom, Ze ma v Umyslu Predmét koupé odevzdat, jinak Kupujici neni povinen Pfedmét koupé
prevzit. V pfipadé, Ze Prodavaijici v€as uvédomi Kupujiciho dle predchozi véty, zavazuje se
Kupujici umoznit Proddvajicimu pfistup do mista plnéni.

5) Prodavajici se zavazuje Pfredmét koupé odevzdat v nize uvedeném misté:
e Stfedoevropsky technologicky institut VUT, Purkyfiova 123a, 612 00 Brno, budova A.

6) Kupujici prohlasuje, Ze je jeho jménem opravnén prevzit Predmét koupé a podepsat
predavaci protokol:

®  XXXX
zastupné
®  XXXX

7) Prodavajici bere na védomi, Ze Kupuijici vyslovné pozaduje dodani veskeré nezbytné
dokumentace Pfedmétu koupé v souladu s €l. IV odst. 3 VSeobecnych nakupnich podminek
VUT.

Iv. ZARUKA ZA JAKOST

Kupujici a prodavajici ujednavaji, Ze zaru¢ni doba je 12 mésici, a to ode dne, kdy byl Pfedmét koupé
jako bezvadny prevzat kupujicim.

V. ZAVERECNA USTANOVENI
1) Nedilnou soucasti Smlouvy jsou niZze uvedené pfilohy:
a) Pfiloha €. 1 —Technicky popis Predmétu koupé.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze v ptipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci maji ustanoveni ¢l. I. az V.
Smlouvy ptrednost pfed ustanovenimi viech ptiloh Smlouvy. Smluvni strany dale sjednavaji, Ze
v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci mezi jednotlivymi prilohami je rozhodujici znéni pfilohy,
jejiz ¢iselné oznaceni uvedené v tomto odstavci je nizsi.

2) Soucasti této Smlouvy jsou rovnéz Vseobecné nakupni podminky VUT ve znéni Gcinném ke dni
zahajeni zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé je uzavirana tato Smlouva (déle v textu pouze jako
»VNP“). VNP maji povahu obchodnich podminek ve smyslu ustanoveni § 1751 obcanského
zakoniku a upravuji prava a povinnosti Prodavajiciho a Kupujiciho v pripadé, Ze tyto nejsou
specifikovany v této Smlouvé. V té souvislosti rovnéz smluvni strany k zamezeni jakychkoli
spekulaci prohlasuji a uzaviraji dohodu vtom smyslu, Ze ve VNP se Smlouvou mysli tato
Smlouva. Obé smluvni strany soucasné ujedndvaiji, ze v pripadé odliSnosti ustanoveni Smlouvy
a VNP plati vidy ustanoveni Smlouvy. VNP jsou dostupné na http://vut.cz/vnp, pficemz
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Kupni smlouva - Mikroskop AFM pro integraci se SEM
Cislo smlouvy Kupujiciho: 010265/2023/00

Prodavajici svym niZe uvedenym podpisem stvrzuje, Ze se s textem VNP detailné seznamil a Ze
jsou mu tudiz znamy.

Ustanoveni uvedené v ¢l. VI odst. 3 VNP je pro ucely této Smlouvy vylouceno z platnosti.

Prodavajici je opravnén prenést svoje prdva a povinnosti z této Smlouvy na tfeti osobu pouze
s predchozim pisemnym souhlasem Kupujiciho. Ustanoveni § 1879 obcanského zakoniku se
nepouzije.

Prodavajici se za podminek stanovenych touto Smlouvou v souladu s pokyny Kupujiciho a pfi
vynaloZeni veSkeré potfebné péce zavazuje strpét uverejnéni této Smlouvy véetné pfipadnych
dodatk( Kupujicim podle § 219 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Smluvni strany podpisem na této Smlouveé potvrzuji, Ze jsou si védomy, Ze se na tuto Smlouvu
vztahuje povinnost jejiho uvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znéni. Uverejnéni Smlouvy zajistuje Kupujici. O uverejnéni smlouvy bude druha smluvni strana
informovana prostrednictvim datové schranky, kdy obdrzi zpravu o zverejnéni pfimo z Registru
smluv. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zverejnéna ani 90. den od jejiho
uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pfipadného bezdivodného
obohaceni.

Tato Smlouva je platnd dnem podpisu obou smluvnich stran a Ucinnd dnem uverejnéni
v registru smluv.

Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo nelcinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této Smlouvy, kterd zUstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v takovém pripadé
zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a
ucinnym, které nejlépe odpovida plivodné zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného nebo
neucinného.

Tato Smlouva obsahuje Uplné ujedndni o pfedmétu Smlouvy a vSech naleZitostech, které
smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dlleZité pro zavaznost
této Smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této Smlouvé ani projev
ucinény po uzavfeni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi
této Smlouvy a nezaklddd zadny zdvazek zadné ze smluvnich stran.

Tato smlouva je uzavirdna elektronickymi prostiedky a to tak, Ze ji kazda smluvni strana opatfi
svym uznavanym elektronickym podpisem

Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem
souhlasi. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Brné dne 31. 5. 2023 V Brné dne 29. 5. 2023

elektronicky podepsano elektronicky podepsano
prof. Ing. Radimir Vrba, CSc., Ing. Jan Neuman, Ph.D.
feditel CEITEC VUT jednatel NenoVision s.r.o.
za Kupujiciho za Prodavajiciho
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Priloha ¢. 1 smlouvy — Technicky popis Predmétu koupé

Verejna zakazka: Mikroskop AFM pro integraci se SEM

Pfedmétem verejné zakdzky je dodavka
mikroskopu atomarnich sil (AFM) pro integraci
se skenovacim elektronovym mikroskopem
(SEM). AFM mikroskop bude mit nizkou
hmotnost, maximalné do 0,5 kg pro
jednoduchou manipulaci. Zapojeni i odpojeni
k SEM mikroskopu musi byt uZivatelsky
jednoduché. Zarizeni musi byt schopno soucasné
snimat, zobrazovat a zpracovavat signaly ze SEM
a AFM. Navic by pfistroj bude umozriovat méreni
v rezimu open loop a closed loop a také i rizné
typy méreni, jako naptiklad: topografie, MFM, C-
AFM, rozptyl energie, KPFM, PFM ¢i silové kfivky.
Nedilnou soucasti dodavky bude veskeré
prislusenstvi nezbytné pro méreni véetné drzakl
na sondy a také sondy pro vSechny vySe uvedené
typy méreni. Dalsi soucdsti dodavky bude SW,
ktery nevyZaduje Zadné specidlni instalace Ci
dodatec¢né programy. SW musi umoziovat
vizualizaci méreni, v€etné nastaveni parametri
méreni i jednoduchou modulaci dat. Také je
pozadovdna moznost vzdaleného pfipojeni a
ovladani zafizeni i méfeni vzddlené. Soucasti
doddvky musi byt ddle veskeré pfislusenstvi
umoZiujici  bezproblémovou instalaci a
zprovoznéni pfistroje.

Podrobné technické pozadavky na jednotlivé
Casti jsou uvedeny v tabulce nize.

The subject of the public tender is delivery of the
Atomic Force Microscope (AFM) for integration
with a Scanning Electron Microscope (SEM). The
AFM microscope should weight maximally up to
0.5 kg for easy handling. Connection and
disconnection to the SEM microscope must be
easy and user friendly. The device must be able
to simultaneously capture, display and process
signals from both, SEM and AFM. In addition, the
device should allow measurements in open loop
and closed loop mode as well as different types
of measurements, such as: topography, MFM, C-
AFM, energy dispersion, KPFM, PFM or force
curves. An integral part of the delivery should be
all necessary accessories for measurements,
including holders for probes and probes for all
types of measurements listed above. Another
part of the delivery should be SW, which does
not require any special installations or additional
programs. The SW should enable the
visualization of measurements, including the
setting of measurement parameters as well as
simple data modulation. Also, the possibility of
remote connection and control of device and
measurement remotely is required. The delivery
must include all accessories enabling trouble-
free installation and operation of the device.
The detailed technical requirements

individual parts are listed in the table below.

for

* AFM mikroskop s integraci pro SEM je
sofistikované a pokrocilé zafizeni, které diky své
diverzite moZnuje nejen rizné typy méreni, ale
také spojuje dvé odlisné techniky AFM a SEM a
prindsi tak Uplné nové moZnosti analyzy.
Vyhodou tohoto zafizeni je vyuZiti ve velkém
mnozstvi rlznych oblasti a aplikaci jako naptiklad
ve vyzkumu nanostruktur, polovodi¢l i
materidlovych védach.

* The AFM microscope with SEM integration is a
sophisticated and advanced device that allows
not only different types of measurements, but
also combines the two different techniques of
AFM and SEM and thus, brings completely new
possibilities of analysis. The advantage of this
device enables its utilization in a large number of
different areas and applications, such as in the
research of nanostructures, semiconductors or
material sciences.

Tato specifikace urcuje soucasné s dalSimi
zadavacimi podminkami minimalni poZzadavky
zadavatele na predmét zakazky, dodavatel

This specification determines together with
other tender conditions the minimum
requirements of the contracting authority for




Pfiloha ¢. 1 — Technicky popis Pfedmétu koupé
Mikroskop AFM pro integraci se SEM

doplIni obchodni nazvy nabizeného zboZi tam,
kde je to vhodné, ptipadné pfilozi do nabidky
vlastni cenovou nabidku a technicky popis,
pricemz vSechny poZadavky uvedené
v zaddvacich podminkach musi byt splnény a
zahrnuty v nabidkové cené.

Tato pfiloha bude nedilnou soucasti smlouvy.

the Object of the Contract, the Supplier adds the
trade names of the goods offered, where it is
appropriated, or adds a quotation and technical
description to the offer, all the requirements set
out in the tender contidions must be fulfilled and
included in the bid price.

This annex will be an integral part of the
purchase contract.

Z tohoto dokumentu ¢i dalSich dokumentd
v nabidce musi byt bez jakychkoli pochyb ziejmé
jaky konkrétni vyrobek/vyrobky a vjakém
provedeni jsou nabizeny. Neni-li takova
informace zfejmd, pak budou predloZeny
konkrétni datasheety ¢i jiné dokumentace, ze
které informace vyplyvaji. Dokumenty budou
predlozeny nejpozdéji na vyzvu zadavatele.

From this document or other documents in the
offer, it must be clear without any doubt which
specific product/products and in which version
they are offered. If such information is not
obvious, then specific datasheets or other
documentation from which the information
follows will be presented. The documents will be
submitted at the latest at the request of the
contracting authority.

Minimal technical requirements
Minimalni technické pozadavky

Pozadovana hodnota / Nabizen3
Basic features/zakladni pozadavky . hodnota /
Required value
Offered value

Dimensions of device: 120x90x55 mm for X,Y,Z 118 mm x 84
Rozmeéry zafizeni: 120x90x55 mm pro X,Y,Z mm x 48,4 mm
Weight of the microscope on the table: Max 500 g
Hmostnost mikroskopu na stole: Max 500 g 460g
Compatibility with following SEM
microscopes: YES

e FEl Verios 460 L

e FEl Helios NanolLab 660

e Tescan Mira3 XMU

e Tescan LYRA 3 XMH Yes
Kompatibilita s ndsledujicimi SEM
mikroskopy: ANO

e FEl Verios 460 L

e FEl Helios NanoLab 660

e Tescan Mira 3 XMU

e Tescan LYRA 3 XMH
Simple mounting/unmounting on SEM table: YES
Jednodtuché montdz/demontdZ na stolek YES
SEM: ANO
After unmounting, no AFM part other than
vacuum feedthroughs must be left in the SEM
chamber: YES YES
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Po demontdzi nesmi byt v komore SEM
ponechdny Zddné ¢dsti AFM kromé vakuovych
prichodek:

ANO

AFM must be able to operate in vacuum up to
107 Pa and in atmospheric conditions outside
of the SEM without the need for special
adjustment or modification of the AFM
instrument:

AFM musi byt schopen pracovat ve vakuu az
do 10° Pa a v atmosférickych podminkdch
mimo SEM, aniZ by bylo nutné pfistroj AFM
specidlné upravovat nebo modifikovat:

YES

ANO

YES

Configuration of the AFM must allow
measurements by scanning the sample.
Probe scanning is not allowed:

Konfigurace AFM musi umoZriovat méreni
pomoci skenovadni vzorkem. Skenovdni
sondou neni povoleno:

YES

ANO

YES

All electronic components meet CE:
VSechny elektronické soucdsti splriuji
poZadavky CE:

YES

ANO

YES

Placement in a clean area. All components of
the supplied equipment are compatible with
laboratory premises of cleanliness class
100,000.

Umisténi v Cistém prostoru. VSechny soucdsti
doddvaného zarizeni jsou kompatibilni s
laboratornimi prostory tridy Cistoty 100 000

YES

ANO

YES

AFM scanner and scan area
AFM skener a oblast skenovani

Specifikace / Specification

Pozadovana hodnota
/ Required value

Nabizena
hodnota /
Offered value

Measurement in the Open loop and Closed loop mode: YES VES
Meéreni v reZimu Open loop a Closed loop: ANO
Minimum range of scanning area: 80x80x20um for X,Y,Z | 80 um x 80 um
Minimdlni rozsah skenovaci oblast: 80x80x20um pro X,Y,Z x 20 um
Minimal resolution: >0.2 nm for X,Y; 20.04
nm for Z 0.2 nmx0.2
Minimdilni rozliseni: 20,2 nm for X,Y; 20,04 | nm x 0.04 nm
nm proZ
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Velikost vzorku

Sample size
ip: e Pozadovana hodnota AL
Specifikace / Specification / Required value hodnota /
9 Offered value
Minimum sample size for AFM measurement: 50x50x8mm for X,Y,Z 50x50x8mm
Minimadlni velikost vzorku pro méreni AFM: 50x50x8mm pro X,Y,Z
Minimum scan size for AFM measurement: 12x24x8 mm for X,Y,Z 12524x8mm
Minimadlni velikost plochy pro méreni AFM: 12x24x8 mm pro X,Y,Z
Measurement position must be ensured by a
perpendicular movement of the probe head with the
probe for easy guidance of the probe to the measuring
point: YES Yes
Poloha méreni musi byt zajisténa pravouhlym pohybem
hlavice sondy se sondou pro snadné navedeni sondy na
mérici misto: ANO
Podporované rezimy méreni
Supporteds measurement modes
Pozadovana hodnota hEL I
Specifikace / Specification hodnota /

/ Required value

Offered value

AFM — wiretap mode, energy dissipation, F-z curves,
MFM, C-AFM, |-V curves, KPFM, PFM:

YES

AFM — reZim odposlechu, rozptyl energie, kfivky F-z, ves
MFM, C-AFM, kfivky I-V, KPFM, PFM: ANO
Probes and methods
Meér¥ici sondy a metody
Nabizena
Poz A h
Specifikace / Specification SIS TS TS hodnota /

/ Required value

Offered value

Probe holders for all the above mentioned types of

measurements must be part of the delivery: YES
‘< Sy “ i . Y Yes
DrZdky na sondy musi byt soucdsti doddvky pro vsechny
vyse uvedené typy méreni: ANO
AFM probes for individual mearument techniques must
be also part of the delivery, namely:
e 20 pcs Akiyama probes for topography YES
measurement Yes
e 10 pcs conductive probes sutiable for

measurement of C-AFM, KPFM, PFM and I-V
curves
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e 10 pcs of magnetic probes suitable for
measurement of MFM
Soucdsti doddvky jsou i AFM sondy pro jednotlivé typy
méreni, a to konkrétné:
e 10 ks Akiyama pro méreni topografie
e 10 ks vodivych sond vhodné pro méreni C-AFM,
KPFM, PFM a I-V kfivky
e 10 ks magnetickych sond vhodnych pro méreni
MFM

ANO

Measuring probe must be replaceable without necessity
to remove the AFM microscope or the AFM head from
the SEM:

Meéf¥ici sonda musi byt vyménitelnd bez nutnosti vyjmuti
mikroskopu AFM nebo hlavy AFM ze SEM:

YES Yes

ANO

Correlative measurement
Korelativni méreni

Specifikace / Specification

Nabizena
hodnota /
Offered value

Pozadovana hodnota
/ Required value

Device must be able to simultaneously capture, display
and process signals from both, SEM and AFM. Correlative
measurements must be performed by sample scanning
with the electron beam and the end of the AFM tip at a
constant distance from each other during the scan:
Zarizeni musi byt schopno soucasné snimat, zobrazovat a
zpracovavat signdly ze SEM a AFM. Korelativni méreni
musi byt realizovdno pomoci skenovdni vzorkem, pricemz
elektronovy svazek a konec AFM hrotu musi byt v
pribéhu skenovadni vzdjemné v konstantni vzddlenosti:

YES Yes

ANO

Correlation must be possible in both manual and
automatic mode (controlled by artificial intelligence):
Korelace musi byt moZnd jak v manudlnim, tak v
automatickém reZimu (fizeném umélou inteligenci):

YES
Yes

ANO

Electronics
Elektronika

Specifikace / Specification

Nabizena
hodnota /
Offered value

Pozadovana hodnota
/ Required value

Microscope body must contain internal AFM and STM
preamplifiers located inside the SEM:

Télo mikroskopu musi obsahovat vnitini predzesilovace
AFM a STM umisténé uvniti SEM:

YES
Yes

ANO




Pfiloha ¢. 1 — Technicky popis Predmétu koupé
Mikroskop AFM pro integraci se SEM

Communication between the control unit and the
computer is realised via an Ethernet cable or Wi-Fi

network: YES Yes
Komunikace mezi fidici jednotkou a pocitacem probihd
prostrednictvim ethernetového kabelu nebo wifi sité: ANO

Electronics enable to monitor the measured and control

signals and control ports with BNC connectors: YES Yes
Elektronika umoZiiuje sledovdni mérenych a Fidicich
signdli a ovlddaci porty s konektory BNC: ANO
Operating software
Ridici software
PoZadovana hodnota ALTALZLE
Specifikace / Specification hodnota /

/ Required value Offered value

Software does not require installation of any special
programs and works in a computer browser: YES
Software nevyZaduje instalaci specidlnich programi a
funguje v prohlizeci pocitace: ANO

Yes

SW enables remote measurement control and can be
operated via tablet/smartphone: YES
SW umoziuje vzddlené fizeni méreni a Ize jej ovlddat
prostrednictvim tabletu/chytrého telefonu: ANO

Yes

Operating SW includes following functions: YES
e Parameters settings
e Visualisation of measured data
e All measurement parameters must be saved as a
part of the measured data
e Modulation of measured data right in the SW
e Visualisation and data management
e Data export to toher external programs for
advanced data processing
e Useres management
Yes
Ridici software s funkcemi pro: ANO
e Nastaveni parametrd méreni
e Vizualizace namérenych dat
e VSechny parametry méfreni musi byt uloZeny
jako soucdst namérenych dat.
e Modulace namérenych dat pfimo v SW
e Zobrazeni a sprava namérenych dat
e Export dat do jinych externich programl pro
pokrocilé zpracovani dat
e Sprava uzivatell




Pfiloha ¢. 1 — Technicky popis Predmétu koupé
Mikroskop AFM pro integraci se SEM

Supply requirements
Pozadavky na dodavku

Specifikace / Specification

Pozadovana hodnota
/ Required value

Nabizena
hodnota /
Offered value

Part of the supply and installation must be application
training for individual parts for 3-4 persons:

Soucdsti doddvky a montdZe musi byt aplikacni Skoleni
jednotlivych dili pro 3-4 osoby:

YES

ANO

Yes

Tutorials and user manuals for all parts are provided in
electronic versions in the English language. Delivery
contains a printed version of the user manual of the basic
instrument operation:

Ndvody a uZivatelské pfirucky pro vsechny dily jsou
poskytovdny v elektronické verzi v anglickém jazyce.
Doddvka obsahuje tisténou verzi uZivatelské prirucky
zdkladni obsluhy pristroje:

YES

ANO

Yes

Transport costs to the loading door of the CEITEC Nano
building are included. Delivery shall take place no later
than 5 months from the effective date of the contract:
Ndklady na dopravu k naklddacim dverim budovy CEITEC
Nano jsou zahrnuty. Doddvka se uskutecni nejpozdéji do
5 mésici od ucinnosti smlouvy:

YES

ANO

Yes

Warranty for the instrument:
Zdrucni doba na pristroj:

12 months
12 mésici

12 months

Service availability — by mail/phone within 24 hours,
visit of service within 4 days:

Dostupnost servisni sluzby — e-mailem/telefonem do 24
hodin, navstéva servisu do 4 dni:

YES

ANO

Yes
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LiteScope 2.5
Firm Quote

General Information:
Issue date: 8.5.2023

Buyer: Seller:

CEITEC Vysoké Uceni Technické NenoVision s.r.o.
Purkyriova 656/123 Purkyriova 649/127
61200 Brno 61200 Brno

Ceska republika Czech Republic

Tax ID: CZ00216224 Tax ID: CZ04525671
XXXX XXXX

NenoVision s.r.o.
Purkyriova 649/127 info@nenovision.com
612 00 Brno, Czech Republic VAT CZ04525671 WWW.nhenovision.com
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1 Pricing:
Code Item Qty
NP10091 LiteScope 1pcs
NP50011 SEM Adaptation 2pcs
NP70071 Probe Holder NenoProbe 1pcs
NP80011 NV-Akiyama-Probe set (10pieces) 2set(s)
NP80081-10  NenoProbe Conductive set(10pieces) 1set(s)
NP80111-10  NenoProbe Magnetic set (10 pieces) 1set(s)
End User Price: 3 687 400,0 K¢
VAT Detail
VAT Rate % Total Price w/o VAT VAT
21% 3687 400,0 K¢ 774 354,0 K¢
Final Price with VAT: 4 461 754,0 K¢

The contract price does not include any taxes, custom duties, social and health insurance fees, other fees and duties, including ensuing
costs connected thereto and costs connected with an assessment whether or not there are any of the foresaid payments required for the
Seller and or any of its personnel (hereinafter together as “Fees”). Should Fees be levied on the Sellers in the Buyers country in connection
with the conclusion or performance of this contract, such Fees are to be borne by the Buyer by means of price adjustment.

The turnover tax (value added tax) is borne by the Buyer. The Buyer is obligated to pay the turnover tax, to be charged by the Sellers at the
tax rate, applicable at the time of supply together with the corresponding invoice amount. The contract price is stated exclusive of

turnover tax (value added tax).

NenoVision s.r.o.
Purkyriova 649/127
612 00 Brno, Czech Republic

info@nenovision.com

VAT CZ04525671 WWW.Nenovision.com
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2 Quote Specifications

Item Description

LiteScope

LiteScope™ is a unique Atomic Force Microscope (AFM) designed for ,plug & play” integration into the
Scanning Electron Microscopes (SEMs). The connection of AFM and SEM enables to merge of the strengths
of both techniques, resulting in effective workflow and possibilities of complex sample analysis that was
difficult or readily impossible by conventional, separate AFM and SEM instrumentation. LiteScope excels in
a variety of fields such as Material science, Nanotechnology, Semiconductors, Life science and other areas
of research and industry. Additionally, NenoVision’s proprietary Correlative Probe and Electron
Microscopy, shortly CPEM, allows for nanometer precise in-flight AFM and SEM data correlation.

Complex sample analysis. The unique method of multidimensional correlative imaging (CPEM) enables
simultaneous acquisition of the data from SEM and AFM, and their seamless correlation into 3D images.

Results of the in-situ analysis are not influenced by different external conditions while measuring. All
measurements are done at the same time, in the same place and under the same conditions, preventing
the need for sample transfer and risk of contamination during analyses.

Precise and time-efficient measurement. Save time by using SEM to localize and navigate the AFM to the
region of interest.

LiteScope is equipped with a universal measuring head which enables the mounting of various probe
holders and probes and allows measurements to be taken according to the following techniques:

CPEM Plus (CPEM+) - CPEM with automation using Al

CPEM Plus offers an automated correlation of AFM and SEM signals using Al algorithms.
The ultimate precision of correlation leads to an even bigger time-efficiency of sample
analysis, removing the necessity of routine manual alignment of images.

Mechanical Properties:

e  Atomic Force Microscopy (AFM)

e  Energy Dissipation(ED)

e  Force Modulation Microscopy (FMM)

e  Phase Imaging

e  Force-Distance curves (F-z curves)
Electrical Properties:

e  Conductive AFM (c-AFM)

e  Conductive CPEM (C-CPEM)

e  Spectroscopy modes

e Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)

e  Electrical Force Microscopy (EFM)
Electro-mechanical properties:

e Piezoresponse Force Microscopy (PFM)
Magnetic properties:

e Magnetic Force Microscopy (MFM),

Measuring modes leaflet

Compatible with the probes:
e  Akiyama(AFM, ED)
e NenoProbe Conductive(cAFM, C-CPEM, KPFM, Spectroscopy, PFM, ED, FMM, Force-distance
curves)
Required: NP70071 Probe Holder NenoProbe
e NenoProbe Magnetic(MFM)
e Pt/Ir wire(STM, Spectroscopy)

NenoVision s.r.o.
Purkyriova 649/127 info@nenovision.com
612 00 Brno, Czech Republic VAT CZ04525671 WWW.nhenovision.com
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Required: NP70051 Probe Holder STM
e  PRS/PRSA (FMM, Force-distance curves)
Required: NP70061 Probe Holder PRS

Specification:
Weight: 460 g
Dimensions: 118 x 84 x (37,5 mm to 48,4mm)
Mounting: SEM stage/table
Equipment left in SEM after unmounting: Feedthroughs only
Scanning method: Sample scanning
CE requirements: Comply
Cleanliness class:100 000
Vacuum: 10”-5 Pa to 1075 Pa
Operating temperature: +10C -+35C
Scanner measurement modes: Open loop, Close loop
Scanner range

Close loop X, Y, Z— 80, 80, 20 um

Open loop X, Y, Z-100, 100, 20 pm
Scanner resolution X,Y,Z: 0.2 nm x 0.2 nm x 0.04 nm
Coarse approach/Macro motors: Open loop
Measurement position: by perpendicular probe movement
Maximal sample size: 50x50x8 mm XYZ (extension on request)
Extended scanning area: 12x24mm XY
Maximal sample height: 8mm (higher samples on request)
Suitable for immersion lens: Yes
Measurement position: by perpendicular probe movement
Probe replacement mode: without removal of AFM from SEM
Technical datasheet

NenoView

Software NenoView provides an easy and friendly interface that contains all the features necessary for the
efficient control of the measurement parameters, measurements, display of the online results and basic
post-processing of the measured data.

The software is operated through a web browser and can be accessed from any computer connected to
Wi-Fi or ethernet, no dedicated installation is required. It enables the management of users’ rights (admin,
user) and multiple connections to the microscope during operations.

Artificial Intelligence(Al) for correlation of SEM + AFM image and removing of drift.

No installation is required, software running a in web browser oa n PC, tablet or smartphone.
Simultaneous capture, display and process of both SEM and AFM signals.

Ensuring constant offset of SEM beam and AFM tip during measurement.

Data alignmenttin both manual and automatic modes by Al

NenoView the includes following functions:

o Parameters settings

o Visualisation of measured data

. All measurement parameters must be saved as a part of the measured data
. Modulation of measured data right in the SW

. Visualisation and data management

. Data export to other external programs for advanced data processing

. Users management

Recommended internet browsers: Firefox and Chrome

NenoBox

One control unit integrates all the parts required for the control of the LiteScope microscope. Its simple
plug & play design means that it is quick and easy to commission the first time and to integrate it with the
SEM instrument.

Controller features:

NenoVision s.r.o.
Purkyriova 649/127 info@nenovision.com
612 00 Brno, Czech Republic VAT CZ04525671 WWW.nhenovision.com
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e Integrated server for remote control via a web browser

e  Communication port for Unit/PC via Ethernet LAN

e  Sampling frequency: 125 MHz

e Two lock-ins with DC range up to 2 MHz

e HV amplifiers Piezo scanner

e Amplifiers for coarse motors

e  Preamplifier for AFMand STM located in scanning head in SEM
Communication with control PC via Ethernet network or Wi-Fi
Electronics enable to monitor the measured and control signals and control ports with BNC connectors:
Yes
Power supply: 230V (110V Optional), 200W, local plugs available
Input/Output:

e  5auxiliary analog inputs

e multiple analog signal outputs (preamplifier, sample bias, current, etc.)

Application training

Content:

- Device installation

- Probe and sample preparation

- NenoView software setup

- Basic description NenoView software
- First measurement

- Measuring modes

User : 3-4 persons

Service availability :
e by mail/phone: within 24 hours
e visit of service : within 4 days

Package includes:
e  Probe holder for Akiyama probe
e Transport box for LiteScope
e 3 pcs Akiyama probes
e  (Calibration grating TGQ1 for topography and CPEM
e  Set-of tools for the LiteScope mounting and dismounting
e Manuals and tutorials in English both electronic and printed versions

Transport on customer side

Note: PC is not part of the delivery
Requires: NP50011 - SEM Adaptation

SEM Adaptation

$%e

Includes:

o LiteScope adaptor plate for the SEM stage
¢ Feedthrough for electrical connections
Adaptation parts are suitable for:

e  Tescan and Thermo Fisher Scientific

Probe Holder NenoProbe

LiteScope probe holder for adaptation of NenoProbe Conducitve with capabilities for electrical
measurements.

NenoVision s.r.o.
Purkyriova 649/127

info@nenovision.com
612 00 Brno, Czech Republic VAT CZ04525671 WWW.nhenovision.com
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10 NV-Aki Probe in box.
NV-Akiyama-Probe set pcs lyama Frobe In box

(10pieces)

10 pcs probes with capabilities for electrical measurements. F 40kHz, 30-60 N/m
Recommended techniques: cAFM, PFM, KPFM (FM), KPFM (AM)
Requires: NP70071 - Probe Holder NenoProbe"

NenoProbe Conductive
set(10pieces)

10 pcs probes with capabilities for magnetic measurements based on Akiyama probe technology
Recommended techniques: MFM
Requires: NP70031 - Probe Holder Akiyama

NenoProbe Magnetic set
(10 pieces)

3  Quote validity

This quote is valid until 10.5.2024

4 Revision History

Version Date List of Changes
Rev01 8.5. Initial document

FCA NenoVision s.r.o, Purkyriova 649/127,612 00 Brno, Czech Republic according to Incoterms 2020

NenoVision s.r.o.
Purkyriova 649/127 info@nenovision.com
612 00 Brno, Czech Republic VAT CZ04525671 WWW.nhenovision.com
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LiteScope

AFEM-in-SEM for In-Situ Correlative Microscopy
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LiteScope

We introduce the game-changing Atomic Force
Microscope (AFM) for seamless integration into
Scanning Electron Microscope (SEM), which
unlocks new possibilities for in-situ correlative
microscopy.

¢ In-situ multimodal & correlative analysis
¢ Optimized & time-efficient workflow
¢ Ultimate performance inside SEM

¢ Open-hardware design for easy customization

Measurement modes

Mechanical properties

Ener Phase N
_Energy Imaging . anos
Dissipation B ai® indentation

* Sub-nanometer topography ’>
* Surface roughness v
* Local elasticity

e Local hardness

Correlative analysis

* Correlative Probe and Electron Microscopy

Magnetic properties

* Magnetic domain imaging

Electro-mechanical properties

A

* Piezoelectric domain imaging

Electrical properties
Spectroscopy

* Conductivity mapping

» Local surface potential mapping * 1/V characteristics

* Local electrical properties * F/z characteristics



Next level of imaging

Why AFM-in-SEM?

Scanning electron microscopy and atomic techniques, resulting in extremely time-efficient
force microscopy are the two most used and workflow and enabling complex sample analysis
complementary techniques for sample analysis that was difficult or practically impossible

in the sub-nanometer range. The integration of by conventional, separate AFM and SEM

AFM into SEM merges the strengths of both instrumentation.

Key technology benefits

Correlative multimodal In-situ sample Precise localization
sample analysis characterization of the region of interest

Cutting-edge CPEM technology In-situ conditions inside the SEM  Extremely precise and time-

allows the simultaneous ensure sample analysis at the saving approach uses SEM to
acquisition of AFM and SEM same time, in the same place navigate the AFM tip to the
data and their seamless and under the same conditions.  region of interest, enabling its
correlation. fast & easy localization.

We merge the forces of AFM and SEM

MM

* Precise 3D topography * Fast 2D imaging
* High resolution (to sub-nm) * Viewfield range (mm-nm)
* Mechanical properties » Surface modification

* Electrical properties * Elemental composition

* Magnetic properties

e Crystal structures

3D topography 3D CPEM image 2D image
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Correlative Microscopy & CPEM+

Correlative Probe and Electron Microscopy
(CPEM) presents the revolutional technology for 4
in-situ correlative microscopy. This hardware
correlative technology enables simultaneous
acquisition of SEM and AFM data, and their
automated seamless correlation.

CPEM+ benefits

Simultaneous and correlated data acquisition
The multiple channels of AFM and SEM data are
simultaneously acquired via NenoView software.

Unprecedented precision of image correlation
Direct hardware correlation technique of AFM
and SEM ensures the unparalleled precision of
correlation.

Ultimate and time-efficient workflow
Probe autotuning and Al-driven data processing
& corrections arrange for a fast and smooth

workflow compared to other correlative
techniques.

Electron
beam

: ' How does it work?

On the sample, the electron beam points close
to the AFM tip with a constant offset. They both

M: 2D il . . . . .
e remain static, while the sample is scanned with the

LiteScope's piezo scanner.

{AFM: 30 topography }

This way, data from both microscopes can be
M acquired at the same time, in the same place,
and under the same conditions.

CPEM (AFM + SEM)



Next level of imaging

Application areas

LiteScope offers users unprecedented
possibilities in sample analysis and advanced
3D correlative imaging with unparalleled
accuracy of image alignment. The versatility of
LiteScope proves its applicability in a variety of

Material Science
e 1D/ 2D materials
Steel & metal alloys

Batteries

Ceramics

Polymers & Composites

Nanostructures
¢ Modified surfaces FIB/GIS
e Quantum dots

Nanostructured films
Nano-patterning

Nanowires

Ultimate Performance in SEM

By utilizing a compact design and a state-of-the-
art digital signal processing unit, we achieved an
atomic resolution in the whole Z-axis range with
a noise floor of up to 35pm inside the SEM.

Reference sample
Sample: Si atomic terraces
Analysis: CPEM, simultaneously AFM and SEM

0.4

Measurement results =
=

=

* Step height: 314 + 40 pm £
* RMS roughness of the terrace: 72 pm 01

* Noise floor up to 35 pm

fields such as Material Science, Nanotechnology,
Semiconductors, Solar cell development, Life
Science and other areas of research as well as
industrial applications.

-

"

Semiconductors
* Integrated circuits

Solar cells

Failure analyses
Dopant visualization
Current leakage
localization

Life Science

* Cell biology

* Marine biology

* Protein technology

CPEM measurement

0.0
Atomic step
e~ .-f'\u Vo
i W :
Profile
314£40 pm Fit
NN
V’
0 Length (um) 6
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LiteScope’s unique applications

LiteScope's unique applications require the simultaneous use of SEM and AFM. This approach is
essential or highly advantageous compared to using separate SEM and AFM instruments. It improves

measurement feasibility and reduces overall costs.

Complex Analysis of steels and alloys

Complex analysis of duplex steel by AFM-in-SEM reveals
surface topography (AFM), magnetic domain structure

of ferrite grains (MFM), grain phase contrast (SEM), and
impurities by surface potential (KPFM).

* Correlative multimodal analysis reveals complex properties
* Precise localization of ROl by SEM, comprehensive
analysis by AFM

In-situ characterization of batteries

FIB Polished ' -, . - . . :
“surface Air-sensitive cathode active material is analyzed In-situ
e ¥ S d by sample preparation (FIB, GIS) and characterization (SEM,
AFM, C-AFM, CPEM) of the grain cross-sectioning directly

inside the SEM chamber without any air exposure. Sample

SEM SE
- courtesy: Aleksandr Kondrakov, BELLA (DEU).

 Characterization of local conductivity (C-AFM) at the CAM
cross-section
* In-situ preparation of sensitive CAM w/o air exposure

Advanced characterization of
nanowires

Hanging spider silk nanowires were investigated for their
unique mechanical properties by ultra-precise positioning

4900 Fracture point of AFM tip on the hanging nanowires. Force-distance
ic“ spectroscopy enabled the determination of both elastic
w and plastic deformation of nanowires. Sample Courtesy:
500 Linnea Gustafsson, KTH (SWE).
300 Z (nm) 300

* SEM: Precise targeting of AFM tip and life observation of
nanowire deformation
* Analysis of properties as young modulus and tensile strength



Next level of imaging

NenoView software

NenoView is user-friendly, web-based software,
which allows full control of measurements, data
acquisition, and data processing. Full support of
CPEM+ technology enables direct correlative
microscopy within our software.

* Automatically saves the setup and the data

* Optimized workflow for individual measurements

* Automated probe tunning

¢ Al-driven image correlations and data
processing.

Optional accessories
External nanoindentation module

Nanoindentation module enables
micromechanical experiments to be performed
while observing the specimen with superb

SEM magnification and analyzing the indented
specimen with sub-nanometer resolution using
LiteScope.

Sample rotation module

The module is extremely useful for FIB milling
procedures followed by an AFM analysis. It
also allows simultaneous mounting of several
samples into the SEM chamber and performing
their AFM and SEM correlative measurements
without opening the chamber.

NenoCase and digital camera

Use LiteScope as a stand-alone AFM in ambient
conditions or under different atmospheres and
navigate the AFM probe precisely with our digital
camera.
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LiteScope technical specification

Dimensions XYZ 118 mm x 84 mm x 35.7-48.4mm  Scan range in open loop XYZ (+10%) 100 pm x 100 pm x 20 pm
Total weight 460 g Scan range in closed loop XYZ 80 um x 80 pm x 16 ym
Vacuum working range 10°Pato 10° Pa Resolution XYZ up to 0.1nmx 0.1 nm x 0.02 nm
Operating temperature +10°Cto +35°C Maximum sample height 8 mm

Maximal scanned sample area XYZ 21T mmx 11 mmx 8 mm Maximum sample weight 100 g

Measurement modes

* Mechanical: AFM Topography, Energy dissipation, Phase imaging, Nanoindentation
e Electrical: C-AFM, KPFM, EFM, STM

* Magnetic: MFM

* Electro-mechanical: PFM

* Spectroscopy: F-z curves, |-V curves

* Correlative: CPEM

SEM compatibility

Thanks to its optimized design, AFM LiteScope is compatible with most SEM systems produced by
Thermo Fisher Scientific, TESCAN, ZEISS, Hitachi, Jeol, and their accessories.

What do you get?

LiteScope package
Feedthrough
‘;" *_ * LiteScope - scan head
W TR S + NenoBox — control unit

LiteScope

¢ NenoView - control software

* Feedthroughs
e + SEM adaptor
— » Cabling

* Installation & Training

* Probes

[
2023/03

NenoVision combines tradition and expertise with unique solutions in nanoscale microscopy and
correlative imaging using proprietary Correlative Probe and Electron Microscopy (CPEM) technology.
Our company is located in Brno, Czechia - the center of electron microscopy with a long tradition in
the development of scientific instruments.

Contact us! www.nenovision.com

info@nenovision.com @ NenovVision
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LiteScope 2.5™

Technical Specification

Environmental properties

Operating temperature
Operating pressure

Low humidity environment

Mechanical

Overall dimensions

32,7
484

Weight

Maximal scanned sample area

Coarse positioning

Scanning unit

+10°Cto +35°C

107-5 Pa to 1075 Pa (UHV version optional)

118 mm x 84 mm x 35,7 - 48,4 mm

=)
(©]
€

A :
@
o

460 g

217 mmx 11 mm x 8 mm

Calibrated orthogonal positioning

Closed Loop

Speed > 2 mm/s

Travel range XYZ: 21 mm x 12 mm x 12 mm

Minimum coarse step 1 um

Probe concealed docking position

Optical closed loop position sensor

Scan range in open loop XYZ (+10%): 100 pm x 100 pm x 20 pm
Scan range in closed loop XYZ: 80 pm x 80 ym x 16 pm
Resolution XYZ: 0.2 nm x 0.2 nm x 0.04 nm

Vertical noise floor value < 35 pm

Piezoelectric transducer-based scanning unit (-20 V to +130 V)
Open Loop and Closed Loop option for each individual axis
Calibrated orthogonal scanning

Closed-loop strain gauge sensor

Maximum sample weight 100 g
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Probes

Sample holder

Control unit

Overall dimensions

Required space

Weight

Maximal scanned sample area

Description

» Akiyama and NenoProbe magnetic
NenoVision unified probe holders * PRS(A) and NenoProbe conductive

*« STM

* Tuning fork based probes (Akiyama)
Probes for various scanning modes * Piezoresistive probes

* Nano-scale tip probe (STM)
The ability to excite the probe using an external source
Rapid and simple probe exchange

SEM-compatible commercial STUB sample holders
(@(12.7-38) mm with @3.2 mm pin and up to 6 mm long)

Custom made sample holders
* Two measurable

Four standard STUB positions
» Two additional positions for SEM/FIB imaging/Machining

427 mm x 398 mm x 178 mm

450 mm x 400 mm x 180 mm (19" rack 4U standard)

<14kg

21 mmx 11 mmx 8 mm

Open hardware core — DSP Gwyscope

Two lock-ins with maximal frequency range DC to 2 MHz.

Amplitude range +10 V with internal voltage offsetting

3x 20-bit DAC for scanning (scan range, offset)

2x 8-channel 18-bit ADC for signal

Simultaneous internal and external signal analysis (x10 V)
16-channel 16-bit DAC for internal and external biasing

Input channels useable in the feedback-loop (lock-ins)

Signal modulation inputs

Signal input and output monitor

5x8-channel 12-bit ADC for complex system monitor and remote service.
Triger signals from DSP and PC

External probe excitation, bias, tip, probe signal (preamplifier bypass)
Ethernet connection to the control PC with switch option

Build-in WLAN connection to the control PC

115 VAC / 230 VAC operation, 160 W
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Next level of imaging

Modes of operation

* Topography and surface roughness — noise
floor 35pm

* Energy dissipation

* FMM

e C-CPEM

* PFM

* EFM

* Phase imaging

CPEM

Software

* Multiplatform web-based user interface

* Experiment control via multiple devices, PC and
mobile devices (tablets, smartphones) from a
remote location

* Simplified measurement workflow with a steep
learning curve

* Multiplatform web-based user interface

* Integrated image browser with standard data
processing, AFM artifact removal, and export
features

* Remote access to user data and ability to
download data from control unit to local PC

Accessories

e Load-Lock

¢ Rotation
* Nanoindentor

STM —up to +-5nA

C-AFM —up to +-50 nA

KPFM -VDC +- 5V, resolution 10 mV
Spectroscopy modes

- F-zcurves-16 umrange,

- |-V curves-+-10V,

- Time spectroscopy — max sample rate 4kHz
MFM

Nanoindentation

Automatic self-sensing probe tuning functions
Al-driven automated AFM and SEM image
correlation

Individual user accounts with customizable
layouts and parameters

Internal and external signal correlation

Flexible scripting capability for advanced users
Compatibility with Gwyddion and Mountains data
formats

Up to 3200 px x 3200 px image size at 4 kS/s

Contact us!

info@nenovision.com

2023/05

www.nenovision.com
@ NenoVision




	I. PŘEDMĚT KOUPĚ
	1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je dodávka mikroskopu atomárních sil LiteScope 2.5 včetně nezbytného příslušenství pro jeho provoz a integraci se skenovacími elektronovými mikroskopy.
	Předmět koupě je blíže specifikován v technickém popisu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
	2) Účelem této smlouvy je garance Prodávajícího splnění zadání veřejné zakázky „Mikroskop AFM pro integraci se SEM“ a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých Prodávajícím v rámci zadávacího řízení podle zadávací dokumentace veřejné...
	3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
	a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k takovému Předmětu koupě,
	b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,

	4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:

	II. KUPNÍ CENA
	1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:
	2) Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na částku ve výši 50 % z celkové Kupní ceny, tj. 2 230 877,00 Kč, kterou je Kupující povinen uhradit. Zálohovou fakturu lze vystavit nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy.
	3) Na zbývající část Kupní ceny vystaví Prodávající daňový doklad (fakturu) na základě odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu jako bezvadného. Bezvadné převzetí Předmětu koupě bude stvrzeno oboustranně podepsaným protokolem o předání Předmětu koupě.
	4) Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu.

	III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ
	1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
	2) V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu smlouvy Kupujícímu delším než 2 měsíce, je Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, povinen vrátit Kupujícímu finanční prostředky získané formou zálohy na plnění závazků z té...
	3) Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím a současně bude Kupující zaškolen v souladu se smlouvou.
	4) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět ...
	5) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:
	6) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol:
	7) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

	IV. ZÁRUKA ZA JAKOST
	V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
	a) Příloha č. 1 – Technický popis Předmětu koupě.

	Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až V. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými příl...
	2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanoven...
	3) Ustanovení uvedené v čl. VI odst. 3 VNP je pro účely této Smlouvy vyloučeno z platnosti.
	4) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	5) Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou v souladu s pokyny Kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve...
	6) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující. O uveřejnění smlo...
	7) Tato Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
	8) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	9) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této S...
	10) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky a to tak, že ji každá smluvní strana opatří svým uznávaným elektronickým podpisem
	11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.




